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Warstwy (Zn,Co)O

\EYAVE] Konc. Co | Konc. Co T wzrostu
probki (%) SIMS | (%) EDS (C)
f72

<0.1 04 1260

f73 <0.1 0.6 1190 160 --

f175 4.6 2.8 960 160 -

f213 4.4 5.2 130 300 SQUID -ferro
f215 2.0 2.3 750 160 SQUID - para
f254 12.5 14.5 70 160 SQUID - ferro
f255 2.4 42 1040 160 --

f257 <0.1 0.1 360 160 -

f258_160C <0.1 0.7 1380 160 -

f258_800C <0.1 0.7 1380 160 Wygrzewana w 800° C
f268 2.9 3.4 400 200 SQUID - ferro
f279 2.9 3.5 1400 300 SQUID - ferro
f328 4.0 19.5 50 200 SQUID - ferro

Z219 - 2.0 ~ 500 560 produkcja - Valbonne



Probki - struktura

SU70 15.0kV 16.6mm x25.0k SE(U) SU70 15.0kV 15.6mm x20.0k SE(M)

Pomiar SEM - IF PAN
Probka f258

Niska temperatura wzrostu -—> polikrystaliczna struktura prébek



Uktad eksperymentalny
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Widmo odb|C|a badanych probek
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Obszar prze' ekscytonowych w polu B
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— Brak rozszczepienia Zeemana przejs¢ ekscytonowych



MCD w obszarze przejsc¢ ekscytonowych

Molecular Circular Dichroism: MCD=(l_-1)/(l,+1)
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— Brak mierzalnego MCD w obszarze ekscytonowym
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Modelowanie ksztattu MCD
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Modelowanie ksztattu MCD
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MCD

Modelowanie ksztattu MCD
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MCD

Modelowanie ksztattu MCD
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— Przesuniecie catego widma bez zmiany ksztattu widma
- Natezenie efektu < 0.25meV /7 T ( <0.036 meV/T)

3500



Przejscia ponizej przerwy (Zn,Co)O
ZWigzane z jonami Co ?

_- ——258_160] 1
——258_800]

Unnormalized reflectivity
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Photon Energy (meV)
- Wygrzewanie zwieksza gtebokos$¢ modulacji sygnatu odbicia w energii
ponizej przerwy (Zn,Co)O
- Wygrzewanie zmniejsza absorpcje ponizej przerwy (Zn,Co)O — efekt
ZwWigzany z jonami Co?

3200



Przejscia ponizej przerwy (Zn,Co)O
ZW|azane Z Jonaml Co?

— 172,<01 % SIMS 0.4 % EDS 1260 nm
—— 1255, 2.4 % SIMS, 4.2 % EDS, 1040 nm

Unnormalized Reflectivity
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- Modulacja sygnatu odbicia silniejsza w przypadku warstw o mniejszej zawartosci Co



Przejscia ponizej przerwy (Zn,Co)O

zwigzane z jonami Co ?

— {72,<0.1 % SIMS, 0.4 % EDS, 1260 nm
—— {255, 2.4 % SIMS, 4.2 % EDS, 1040I nm
f175, 4.6 % SIMS, 2.8 % EDS, 960 nm

Unnormalized Reflectivity
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- Obecno$¢ absorpcji zwigzanej z jonami ponizej przerwy (Zn,Co)O?



Wvyniki — pomiary fotoluminescencji
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— Przejscia wewnatrzjonowe w izolowanych jonach Co — nieobserwowane
—> Brak przejs¢ wewnatrzjonowych koreluje sie z brakiem ekscytonowego
rozszczepienia Zeemana



Krawedz plazmowa absorpcji -
spektroskopia fourierowska w NIR
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- Krawedz plazmowa absorpcji dobrze widoczna w przypadku probki wygrzewanej
- W przypadku probki ,,as grown” krawedz niewidoczna — rola niejednorodnosci?



Krawedz plazmowa absorpcji -
spektroskopia fourierowska w NIR
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- W przypadku prébki ,,as grown” — absorpcja w szerokim przedziale
spektralnym NIR
- Wygrzewanie poprawia jakos¢ struktury



Podsumowanie

* Witasnosci optyczne probek:
— stabo widoczne ekscytony lub ich brak w widmie odbicia
— brak rozszczepienia Zeemana ekscytonow
— brak fotoluminescencji jonéw Co

Jony Co nie wbudowujg sie w izolowanych pozycjach
kationowych

 Pomiar w polu magnetycznym: przesuniecie ( <0.036 meV/T)
catego widma odbicia bez zmiany ksztattu widma

* Widoczna absorpcja zwigzana z jonami ponizej przerwy
energetycznej (Zn,Co)O?

* Wygrzewanie:
— zmniejsza absorpcje w energii ponizej przerwy (Zn,Co)0O
— poprawia jakosc struktury

— zmienia koncentracje nosnikow swobodnych



Plany

Korelacja wtasnosci optycznych w obszarze pod
przerwg (Zn,Co)O i w NIR z danymi SIMS na prébkach
wygrzewanych i niewygrzewanych

Pomiary odbicia w szerokim przedziale spektralnym-—
potozenie krawedzi absorpcji pasmowej w funkgcji
sktadu

Magneto- PL w obszarze ekscytonowym z laserem He-
Cd (dostawa — marzec’11)?

Nowe probki produkowane w wyzszej temperaturze?



Absorpcja na wytraceniach Co?

Unnormalized

MCD
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Absorpcja na wytrgceniach Co?
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f175_160
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Krawedz plazmowa absorpcji -
spektroskopia fourierowska w NIR
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Krawedz plazmowa absorpcji -

spektroskopia fourierowska w NIR
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